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Unterhalb etwa 100 'C nimrnt kompaktes Palladium prak- 
tisch keinen Wasserstoff aus der Gasphase auf und gibt 
Palladiumhydrid keinen Wasserstoff ab. Da  die H-Atome 
im Gitter des Pd wie auch des Hydrids verhlltnismaDig leicht 
beweglich sind, beruht die Hemrnung auf Vorgangen an  der 
Oberflache beim Durchtritt des Wasserstoffs durch die Pha- 
sengrenze. Bei normalen Temperaturen nimmt kompaktes 
Pd Wasserstoff aus Elektrolytlosungen auf (insbesondere im 
Zusammenhang rnit kathodischer H2-Abscheidung); aus 
der Gasphase nur bei Behandlung rnit H-Atomen. Lediglich 
Pd-Mohr verrnag bei Raumtemperatur Wasserstoff unmittel- 
bar aus der Gasphase aufzunehmen. Diese Prozesse ver- 
laufen jedoch verhlltnismaflig langsam, die Durchtritts- 
hemrnungen sind zwar herabgesetzt, aber noch geschwindig- 
keitsbestimmend. 
Neuerdings wurde festgestellt[l], daD eine Reihe fester Stoffe, 
die Wasserstoff atomar adsorbieren, die Wasserstoffaufnahme 

[ I ]  A.  Kiissner u. E. Wicke, Z .  physikal. Chernie N.F. 24, 152 
[I960]; (Dissertation A .  Kiissner, Hamburg 1959). 
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des Pd (und die Wasserstoffabgabe des Hydrids) ausgezeichnet 
katalysieren. Wasserstoff-Ubertragungskatalysatoren dieser 
Art sind z.  B. Uranhydrid, Titan-, Thorium-, Cerhydridu. a. 
Bringt man ein solches Hydrid in einer H2-Atmosphare rnit 
kompaktem Pd in Beriihrung, so nirnmt das Metall Wasser- 
stoff aus der Gasphase ungewohnlich schnell auf, noch bei 

100°C rnit menbarer Geschwindigkeit. Die Durchtritts- 
hemrnung ist in diesem Falle soweit aufgehoben, daf3 nun- 
rnehr die Diffusion der H-Atome von den Beruhrungsstellen 
ins Innere des Pd-(bzw. Hydrid-)Gitters geschwindigkeits- 
bestimmend wird. 
Mit UH3 als Ubertragungskatalysator wurde das fur korn- 
paktes Pd bisher vorliegende Zustandsdiagramm des Sy- 
stems Pd/H2 zu tieferen Temperaturen hin vervollstlndigt [2] 
( .  50 bis -78 " C ;  HjPd -- 0,2 bis 0,8). Messungen gleicher 
Art wurden fur Pd/D2 durchgefiihrt. Die Ergebnisse ge- 
statten eine Deutung der zwischen den Aufbau- und Abbau- 
isot hermen auftretenden Hysterese. Die thermodynarnische 
Auswertung (Enthalpie- und Entropiewerte, Konzentrations- 
abhlngigkeit) laDt Riickschliisse auf den Bindungszustand 
des Wasserstoffs irn Hydridgitter und auf die Ursachen des 
unterschiedlichen Verhaltens von Wasserstoff und Deu- 
terium zu. [VB 5421 

[2] Diplomarbeit G. H .  Nernst, Miinster 1961. 

Deutsche Gesellschaft fiir Elektronenmikroskopie 

Vorn 24. bis 27. September 1961 fand in der Universitat Kiel 
die 10. Tagung der Deutschen Gesellschaft fur Elektronen- 
mikroskopie e.V. statt. Entsprechend dem international ver- 
einbarten Turnus handelte es sich in diesem Jahr um eine 
nationale Tagung, die zwischen der regionalen europaischen 
Tagung 1960 in Delft und der internationalen Tagung 1962 
in Philadelphia liegt. Zum allgemeinen groDen Bedauern 
muDte eine Anzahl interessanter Vortrage mitteldeutscher 
Autoren ausfallen; lediglich einige wenige konnten verlesen 
werden. 

A u s  d e n  V o r t r a g e n :  

In der Entwicklung der Elektronenmikroskope zeichnen sich 
z. Zt. drei Arbeitsrichtungen ab. Man benotigt: 

I .  Hochleistungsmikroskope, die moglichst universe11 an- 
wendbar sind und von denen hochstes Auflosungsvermogen 
erwartet werden kann. 

2.  Routine-Durchstrahlungsmikroskope hoher Leistung, die 
bei annehmbaren Preisen moglichst betriebssicher arbeiten 
und einen hohen Bedienungskornfort aufweisen. 

3.  Emissions-Mikroskope (Auflicht-Mikroskope), vorwie- 
gend fur rnetallurgische Untersuchungen. 

Wie W .  Dowell (Berlin) zeigte, kann durch elektronische Sta- 
bilisierungseinrichtungen fur Hochspannungs- und Linsen- 
strome die Leistungsfahigkeit des Elmiskopes I (Siemens & 
Halske) weiter gesteigert werden. Bei schriger Beleuchtung 
und optimaler Justierung des Gerltes konnten Netzebenen- 
scharen rnit einem Abstand von nur 4,4 A einwandfrei abge- 
bildet werden. 
Uber ein news Elektronenmikroskop (Zeiss), das praktisch 
allen Anforderungen im Routinebetrieb geniigen wird, be- 
richtete E. Cutler (Oberkochen). Es handelt sich urn ein drei- 
linsiges rnagnetischcs Ger i t  rnit einer Auflosungsgrenze von 
bisher 10-12 A. Dieses Mikroskop, das bereits auf der Ache- 
ma 1961 ausgestellt worden war, weist eine Anzahl neucr Ein- 
richtungen auf, die cine groBe Betriebssicherheit erwarten 
lassen, z. B. eine Doppelbelichtungssperre, automatische 
Filmnurnerierung, und Belichtungs- sowie Pumpautornatik. 

Die Anwendbarkeit der Auflicht-Mikroskope (Emissions- 
Mikroskope), bei denen die Abbildung rnit ionenausgelosten 
Sekundarelektronen erfolgt, war bisher auf Metalle be- 

schrlnkt. Nun konnte G .  Cevales (Tubingen) zeigen, dafl 
durch partielle Bedampfung von isolierenden Oberflachen rnit 
gut leitenden Materialien auch die Untersuchung von Isolato- 
ren moglich ist. Die Vorteile der Oberfllchen-Elektronen- 
mikroskopie sind: Wegfall umstlndlicher Praparationsver- 
fahren, leichte Aufheizmoglichkeit fur das Objekt, Verfol- 
gung von Oberfllchenreaktionen unter Einwirkung chemisch 
aktiver Gase. 
Uber ein neues Zusatzgerlt zum Elmiskop 1 berichtete H.  Neff 
(Karlsruhe). Bei der Bestrahlung der Prlparate rnit Elektro- 
nenstrahlen werden irn Objekt charakteristische Rontgen- 
strahlen angeregt, deren Wellenlange fur die jeweiligen che- 
mischen Elemente typisch ist. Diese Erscheinung wird bereits 
seit langerer Zeit im Mikroanalysator ausgenutzt, bei dem 
allerdings kompakte Materialien rnit Hilfe von Elektronen- 
strahlen zur Fluoreszenz angeregt werden. Das Zusatzgerat 
nutzt die im Durchstrahlverfahren angeregten Rontgenstrah- 
len zur chemischen Analyse. Dazu wird in das Elmiskop I 
eine spezielle Rontgenpatrone eingesetzt, bei der die entste- 
henden Rontgenstrahlen ins Freie gefuhrt und dort analysiert 
werden. Die einzelnen Rontgenstrahlintensitaten werden 
durch ein Proportionalfihlrohr rnit lmpulshohenanalysator 
(Irnpulsspektroskop) gemessen. Mit dieser Anordnung lassen 
sich Elemente rnit den Ordnungszahlen 13 bis 40 analysieren. 
Dabei konnen Elernente, die sich in den Ordnungszahlen urn 3 
unterscheiden, ohne Schwierigkeiten getrennt werden. Sind 
die zu analysierenden Elemente im Periodensystem naher be- 
nachbart, so ist die Analyse rnit Hilfe von Selektivfiltern mog- 
lich. Der Zeitaufwand fur die Aufnahme eines Spektrums 
liegt in der Groflenordnung von 1 Minute. Bei Anwendung 
des Feinstrahlkondensors konnen noch Objektbereiche von 
2 p Durchmesser analysiert werden. Man kann nunmehr rnit 
einem einzigen Elektronenmikroskop folgende Untersuchun- 
gen an einem Praparat ausfuhren: 

I .  HochvergroBerte Abbildungen irn VergroBerungsbereich 
zwischen 1000- und 120000-fach (ohne photographische 
NachvergroDerung). 

2. Ubersichtsbeugungs-Aufnahmen. 

3 .  Bei Benutzung der Feinbereichs-Beugungseinrichtung 
Feinbereichsbeugungsaufnahmen kleiner Teilchen. Hierbei 
betrlgt der kleinste Durchmesser, der ausgeblendet werden 
kann, etwa 2 F. Durch die Beugungsaufnahmen lassen sich 
Kristalle identifizieren. 
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